SPECTRO PHOENIX Series

ED-XRF Spektrometry pro vseobecné pouziti

Tyto kompaktni, univerzalni stolni spektrometry mohou byt
jednoduSe pfenaseny mezi laboratofemi, vyrobnimi oblastmi
a dokonce pfimo do terénu. Umozniuji provadét jak
kvalitativni, tak kvantitativni analyzu Sirokého rozsahu latek,
v€. roztokUl, pevnych latek, prasku, past, kalu, filma, nanosu
na filtrech a povlakd. Jsou schopny méfit sou€asné az 6
prvkd na kalibraéni model. Intuitivni SW je fizeny pomoci
menu a napomaha k zajisténi presného a spolehlivému
méfeni, které muze provadét i netechnicky vzdélany
personal. Pfiprava vzorkl je zanedbatelna. Vysledky méfeni
jsou dostupné béhem 10 az 100 s od spusténi méfeni.

Typickeé aplikace

Vynikajici vlastnosti

® Automaticka stabilizace eliminuje chyby, zptisobené e ropa, nafta, paliva

pfenasenim pristroje e L

e muze byt optimalizovano pro

® Specialni technologie optimalizuje schopnost prvky Ni,Va$

buzeni lehkych a stfedné tézkych prvkd, jako je Mg
© Volitelns ach Heli diuie mfent brvkd e hézné se pouziva pro prvky

o ’Ite ny proplach Heliem usnadfiuje méfeni prvku Si, Ca, P, Ba a Zn
s nizkou energii.

e rozsah Mg-U

® Automaticka kompenzace minimalizuje ovlivnéni, zpuso-
bené okolnimi vlivy

e Zn, Sh a Br v plastech

e Ti, Fe, Al, Se, Cl, Zn, Zr a Si
® Volitelné a obsahlé zpracovani dat pomoci v kosmetickych produktech
vestavéneého SW pracujiciho v siti

® Jednoducha kalibrace a modifikace existujici kalibrace

e Cr, Cu a As ve zpracovanych

® Volitelny systém pro manipulaci se vzorkem dovoluje devénych materialech

otaCeni a michani nehomogennich materiala

® Optimalizace dle potieb zakaznika a jeho aplikaci e TiaZnv polyesterech

standardni verze jsou pro ropu, siru, zpracovane dfevo a

Si v papife o Clvgume

e Vice nez 2000 dalSich aplikaci
v plastech, textilu, papiru,
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Technicka data:

Mérici schopnosti

e 0Od'*Mgdo*U

e Stanoveni od ppm do 100%,
v z4vislosti na matrici a
prvcich, které jsou méfeny

e Pfiméa analyza pevnych mat.,
roztok(, praskd, kald, ropy,
filmd, nanosu na filtrech, filmd
a poviaku

e Typicka velikost vzorkl je 15ml
u praskd a roztokd; 140 mm
v prdméru u pevnych vzorkl

o Doba analyzy se pohybuije od
10 do 100 sec.

o Maximalni okolni teplota je
100°C

Méfici systém
Rentgenové buzeni
e Rentgenka s Sirokym vybérem

terCikt: Rh, Ag, Mo, W, Fe, Ti
a dalsi

Detektor

e Plynem pInény proporcionalni
¢itac s vysokym rozlisenim:
Ne, Ar a Kr

Filtry
e AZ 5 sekvencnich filtrl zdroje

SPECTRO CS, s.r.o.

Rudna 1361/51, 700 30 Ostrava, Zabreh

2 596 762 840,1

Fax: 596 762 849

Hot line: 602 554 712

Mobil: 602 712 557, 602 712 799

E-mail: info@spectro.cz www.spectro.cz

Vyhodnoceni dat

e Integrovany Intel
microcontroller se 128k RAM
a 128k EPROM paméti

e 2-vrstvy, 16-ti fadkovy
display z tekutych krystalu

e cca. 12 cm Siroka tiskarna,
40 nebo 80 znaku/fadek
v textovém modu, nebo 320
bodu v grafickém modu

Software

e  Kompletni Fizeni filtrQ,
tiskarny, dat a ¢asu

o Alfanumericka identifikace
vzorku

e  Programovatelnd EPROM

o Volitelné pfisluSenstvi

e SELFCAL™ umozriuje
upraveni existujici kalibrace
a pfidani nové kalibrace

Rozméry a napajeni

o 220V /50Hz, 60 W

Sitka: 420 mm
Hloubka: 570 mm
Vydka: 228 mm

e Hmotnost: 18 kg

Volitelné

e Otaceni a michani vzorku

e Rentgen. filtry

e Data Logging SW pro
externi poCitace

e Proplach Heliem

e Nastroje na pfipravu vzorku



